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Laser-Red Corr

Die RIO GmbH ist DAkkS-akkreditiertes Priiflabor

KALIBRIER- (SCHADENS-) : ; : .. S
LABOR ANALYTIK im Bereich Korrosionspriifungen und Korrosions
untersuchungen an Kunststoffen, Metallen und
Beschichtungsstoffen. Zudem werden Steckver- - .
g ~Inline-Verfahren zur Reduzierung

bindungen durch die Abteilung Schadensanalytik

und Entwicklung (S&E) untersucht und bewertet. der Anfélligkeit von Steckverbindern

gegeniiber Reibkorrosion durch

Auf die Expertise unserer Spezialisten vertrauen .
) - lokale Laserstrukturierung der

zahlreiche Unternehmen aus unterschiedlichsten : : 0
Weitere Informationen zum Projektablauf und zum Branchen. Daher widmen wir uns der gezielten funktionsrelevanten Bereiche
technischen Inhalt erhalten Sie auf unserer Homepage Optimierung von Steckverbindungen, um deren
www.rio.de oder durch persdnlichen Kontakt. Langlebigkeit zu steigern.
Wir freuen uns auf Ihr Interesse und den gemein- RIO GmbH
schaftlichen Austausch. _

Birlenbacher StraBe 18

D- 57078 Siegen

Tel. +49 (0)271 / 8901 - 051
Fax +49 (0)271 / 8901 - 100
Mail rio@rio.de

Web  www.rio.de : :
www.cleanalytics.de RIO-Forschungsprojekt | www.rio.de




Kontaktpunkt A

Kontaktpunkt B

Hintergrund: Reibkorrosion
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Projektziel: Reduzierung Fretting

Die Kontaktwiderstiande von Steckverbindern liegen
uiblicherweise im Bereich von weniger als 50 mQ.
Ein Anstieg in den Bereich von einigen Ohm, teil-
weise auch schon darunter, fithrt zu einer Fehler-
anzeige im angeschlossenen System.

Das Ziel des Projektes besteht in der Verhinderung
des Anstiegs des Kontaktwiderstandes verzinnter
und versilberter Kontakte durch Reibkorrosion liber
mehr als 2 GroBenordnungen, wenn die Reibzyklen-
anzahl unter 30.000 liegt und der Reibweg das
Doppelte der urspriinglichen KontaktpunktgroBe
aufweist. Dazu werden im Rahmen des Projektes
nachstehende technologische Entwicklungen und
Funktionalitaten angestrebt:

. Steckverbinder mit geeigneter Topographie
und Mikrostruktur im Kontaktbereich

* Topographie- und Mikrostruktureinstellung
unter Beibehaltung des durch den Einsatz
bedingten Beschichtungssystems

. Topographie- und Mikrostruktureinstellung fiir
verzinnte und versilberte Kontakte

. Anpassung des Verfahrens zur Strukturein-
stellung fiir kommerzielle Bauformen

Projektinhalte: Einzeletappen

Etappe 1: Homogene Strukturierung von Steck-
verbinder-Grundwerkstoffen mit StrukturgroBen
im relevanten Bereich

= Entwicklung und Optimierung eines universellen
Priifaufbaus zur Untersuchung von Reibkorrosion

Ermittlung definierter Prifparametereinstellungen
zur Untersuchung der Reibkorrosion

Etappe 2: Erfolgreiche Strukturierung der rele-
vanten Bereiche auf geometrisch anspruchs-
vollen bzw. realen Steckverbindern

=  Laserstrukturierung und Charakterisierung
an ebenen Modellproben

=  Ubertrag der Erkenntnisse auf gekriimmte Flachen
Etappe 3: Reduzierung der Reibkorrosions-

anfalligkeit durch Strukturierung der relevanten
Bereiche

=  Vergleichende Reibkorrosionstests

= Nachweis der gesteigerten Lebensdauer

Etappe 4: Fertigstellung eines Demonstrators
zum Nachweis der Funktionsfahigkeit

= Ubertrag der Erkenntnisse auf gekriimmte Kontakt-
schichten mit beschrénktem optischem Zugang

= Nachweis der Funktionsfahigkeit des Verfahrens



